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(54) Spésob uréovania opalenych miest loZiskovych suéiastok
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'Vynélea sa tfka spdsobu urdovania opdlenych miest lo¥iskovych si¥iestok rozloZenim
infraferveného obrazu hysteréznych strét na povrchu sidiastky pri striedave] magnetizdcii.

Sukiastky lofisk, t. J. kriZky a valivé telieska sa v suZasnosti vyrédbajui z nadeutekto-
idngeh chrom-mangénovych ocelf, ktoré sa tepelne spracivaji kalenim, na tvrdost 61 a% 65 HRc.
Pri brisen{ zakalenych siliastok lo¥isk sa viak mb%e povrchové vrstva tychto sidiastok Opé- -
1it. V zdvislosti na intenzite brisenia alebo na inych negativnych vplyvoch, t. Jj. tupy
brisny kotd¥, velkd rychlost posuvu & pod., sa mbZe zni%it tvrdost povrchovej vrstvy, prip.
popustit, odkalit, aZ na 50 HRe, elebo znovu zakalit, napr. austenitizdcia a rychle ochla-
denie odvodom tepla z obrébenej midiastky, pri%om tvrdost sa zvy¥i na viac ako 65 HRe. Lo~
kélne opdlenie povrchu potom éggativne vplyva na funk¥né vlastnosti loZiskovych sidiastok
a teda aj kvalitu a %ivotnost loZisk. :

Doteraz sa urduji opélené miesta si¥lastok lo#{sk pomocou chemického leptania v kyse-
line dusi¥nej, chromsirovej a soPnej. V sériovej vyrobe sa vykondva 100 % kontrola kriikov
a pri valivych telieskach néhodild kontrola vybrenych ddvok. LoZiskové kriZky sa po kontro-
le leptenim na funkinych plochéch opracuji pri dokon&ievacej operdcii a dalej sa spotre-
buju pri monté%i loZisk. Vzorky vaelivych teliesok po kontrole leptenim si pre vjrobu lo-
¥{sk uZ nepouZitelné a vyradujd sa z vyroby. Pritom Je tdto prédca s kyselinami pre pracovni-
kov vo vjrobe zdravotne nebezpeZnd.

Uvedené nedostatky odstraﬁude spbsob ur¥ovania opélenych miest lo%iskovych si&iastok
podTa vyndlezu, ktorého podstata spo¥iva v tom, %e kontrolovand lo¥%iskové sulliastka sa
vlo%f do striedavého elektromagnetického pola vytvoreného elektromagnetickou cievkou napé-
Janou z elektrického zdroja pridu, priZom rozloZenie teplotnych oblaestf vznikajicich ako
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d8sledok hysteréznych strdt v materidli loZiskove] su¥iastky sa snimm termoviznou kamerou
a zobrazuje sa na farebnom monitore, na ktorom sa opdlené miesta povrchu si¥iastky prejavia
réznym zafasrbenim.,

Vynélez spSsobu urZovania opélenych miest loZiskovych siZiastok umoZnuje bezkontaktné,
nededtruktivne a zdravotne.nezévadne gistovat opdlené miesta s vyuiitim rozdielnych megne-
tickych vlastnostf ¥ast{ povrchu pri striedave] magnetizécii a zobrazenim teplotngch polf,
pomocou termovizneho systému. Pritom po vykonanej kontrole moZno vietky neopdlené su¥iastky
pouZit pri monté%i lo%isk.

Spbsob urdovania opdlenych miest loZiskovych su¥iastok Je schematicky zndzorneny na
priloZenom vykrese.

Pri tomto sp8sobe kontroly loZiskovych st&iastok sa vyu¥ivaji odli%né megnetické vlast-
nosti ocele po zakaleni a popusten{ materidlu. Pri striedavej elektromagnetizdeii feromagne-
tického materidlu vznikeJu hysterézne straty, ktoré sa v konednom d8sledku menia na teplo,
Tieto straty zdvisia od plochy hysteréznej slutky. Pri opdlenf si¥iastok sa na ich povrchu
vytvoria oblasti s rozdielnymi magnetickymi vlastnostemi, nepr. odlisnym tvarom a plochou
hysteréznej slu¥ky, pri striedave] elektromagnetizdcii sa tieto oblasti rozdielne zohrieva-
Ju. Ak Je striedavéd elektromagnetizdcia dostatofne rfchla, nesta¥ia se teploty rozdielne
ohrievanych Zasti povrchu vedenfm tepla vyrovnat a v d8sledku toho moZno rozlf¥it opdlené
miesta od neopdlenych, ako miesta s rozdielnou teplotou. RozloZenie teplotnych oblast{
na povrchu vzorky sea zobrazi pomocou kvapalnfch kry¥talov, ktoré pri teplotdch megomorfného
stavu menia svoje zafarbenie, alebo sa teplotné polia zobrazia termoviznou snimacou ka-
merou napr, systému AGA, BARNES, alebo termikon. ‘

Opélené miesta loZiskovych suZiastok sa zistudu pomocou zdroja 3 prudu, striedavého
harmonického priebehu s frekvenciou od 50 do 600 Hz, ktory sa privéddza do elektromagneti-
zalnej cievky 2, v ktorej je vloZend kontrolovand loZiskovd suiliastka 1, napr. loZiskovy
val¥ek o priemere 15 mm. Po nastaveni optimdlnej frekvencle, ktord zévis{ na materidli su-
tiastky, v denom pripade aj intenzity elektromagnetizadného pridu, ktory zdvis{ na veTkosti
si¥iastky, v danom pripade val¥eka, sa na povrchu loZiskove] su&iastky ! vytvoria rofZdielne
teplotné oblesti, ktoré sa snfmajl termoviznou kamerou 4, pri%om obraz rozloZenia teploty
na povrchu sillestky sa zobraz{ na farebnom monitore 2. Pri sériove] kontrole moZno siZas-

ne kontrolovat aj viac si¥iastok, ktoré sa dajd po kontrole demagnetizovat.

Vyndlez sp8sobu ur¥ovenia opdlenych miest loZiskovyeh sudiamstok moZno vyuzit v sku-
Sobnictve, najma pri vyrobe lo%fsk.

PREDMET VYINALEZU

Sp8sob uréovania opdlenfech miest loZiskovych sidiastok, vyznedujici sa tym, %e kontro-
lovend loZiskovd su¥iastka (1) sa vlozf do striedavého elektromagnetického pola, vytvore-
ného elektromagnetickou cievkou (2), nepéjanou z elektrického zdroja (3) pridu, pri&om roz-
loZenie teplotnych oblasti vznikajicich sko d8sledok hysteréznych strét v materidli loZiskr.
vej siliestky (1) sa snima termoviznou kamerou (4) a zobrazuje sa na farebnom monitces {%*
na ktorom sa opdlené miesta povrchu sidiastky prejavia réznym zafarbenim.
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